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Introduccion Resultados

Patrones de difraccion de rayos X para peliculas delgadas de MoO,
depositadas a: PL=3.5 W/mm?, t=40 min y PO,=6.3x10- mbar.

Resumen

El MoO, (Trioxido de Molibdeno) es un material muy importante tecnologicamente
debido a sus propiedades estructurales, oOpticas y eléctricas. Una de sus mas recientes
aplicaciones es como sensor de gases y ventana inteligente. En este trabajo se presentan
los resultados obtenidos en el crecimiento de las peliculas delgadas de MoO,, que fueron

depositadas sobre sustratos de vidrio comun mediante la técnica de evaporacion térmica,
empleando como fuente un laser de CO,(10,6pm) que emite en onda continua. La

intensidad del laser, el tiempo de deposito y la presion parcial de oxigeno en la camara
de evaporacion se mantuvieron constantes y se vario la temperatura del sustrato entre
100 °C y 350 °C. Se encontr6 que la estructura de las muestras crecidas sobre sustratos
de vidrio depende fuertemente de la temperatura del sustrato. Esta variacion incide en los
valores del Gap hallados en las muestras y un crecimiento en el indice de refraccion
conforme aumentaba la temperatura de evaporacién con la que se crecié la muestra.
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Espectros de transmitancia para peliculas delgadas de MoO,
crecidas en funcién de la temperatura del sustrato.
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Las técnicas de difraccion de rayos X sirven para determinar la estructura ’ cl
microscépica detallada de un material. Indice de 190 | 1.89 | 1.81 | L79 | 172 | L70
XPS refraccion a
570 nm

Esta técnica identifica los elementos que constituyen las primeras capas

atOmicas y determina que compuestos quimicos forman. Se basa en el Gap [eV] 3.95 1393 | 385 1 3.86 | 3.93 3.89

analisis de las energias de los electrones emitidos por una sustancia al ser Espesor [nm] | 550 560 600 900 800 850
irradiada con rayos X.

Transmitancia -

En la técnica la luz proveniente de una lampara de mercurio se enfoca sobre ( :O n c I u S I O n e S

un monocromador. Este descompone la radiacion incidente en sus

longitudes de onda fundamentales y esta luz monocromatica se hace incidir

perpendicularmente sobre la superficie de la muestra. Un tubo  En este trabajo se encontr6 que la estructura de las muestras de MoO, crecidas

fot(l).mui’l[lp licador dgteci[a la luz qcllle dle! pasdr la Ir}ugstra.bEstle PrOCeso 5€ sobre sustratos de vidrio dependen fuertemente de la temperatura del sustrato. Las
realiza hasta que todo el espectro de analisis sea envlado sobre la muestra. muestras preparadas a bajas temperaturas de sustrato presentaron espectros

caracteristicos de un material amorfo. A partir de una temperatura de sustrato de
200°C las muestras empiezan a tener una cristalinidad de baja dimension
presentando mezcla de las fases monoclinica y ortorrémbica del MoQO, .

 Los analisis de XPS en diferentes muestras de MoO, elaboradas a diferentes
temperaturas de sustrato corroboraron la existencia del compuesto MoO, en las
T baz difvactads 1 @ Fotoelectron peliculas, pero no se observo una variacion apreciable de la composicién con la

Rayo X incidente temperatura del sustrato.
Nivel de

vacio * La temperatura del sustrato afecta considerablemente el gap del material, este valor
e aumenta al disminuir la temperatura del sustrato, se obtuvieron valores de gap del
Fermi material entre 3.6 y 3.9 eV.
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